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NI PXI 시스템을 사용한 고전력 DC-DC 컨버터 측정

개요 
전력 관리 통합형 회로(PMIC)는 휴대폰,	태블릿뿐 아니라,	인포테인먼트,	첨단 운전자 보조 시스템(ADAS),	전자	
제어 장치(ECU)	등 자동차 시스템 내에서 전력을 관리하거나 변환하는 데 사용됩니다.	

특히 공간이 제한된 휴대용 소형 디바이스에 사용되는	PMIC는 인쇄 회로 보드(PCB)에 직접 장착되어 디바이스의 전원 공급 장치 또는 배터리와	
복잡한 전자 장치 사이의 중요한 인터페이스 역할을 합니다.	반도체가 발전하고 집적도가 높아짐에 따라 디바이스에서	PMIC의 사용이 증가하고	
있으며,	전력 밀도와 효율성에 대한 수요도 계속 증가하고 있습니다.	고속 충전은 우리가 매일 사용하는 모바일 디바이스의 표준 기능이 되었으며,	
자동차 산업이 전기 자동차(EV)로 전환함에 따라 충전 및 방전 시스템의 효율성이 매우 중요해졌습니다.	

DC-DC	출력 컨버터는 다양한 용도로 널리 사용되는 대표적	PMIC입니다.	직류를 한 전압 레벨에서 다른 전압 레벨로 업컨버팅 또는 다운컨버팅하는	
용도로 사용됩니다.	제품에 통합할 수 있는	DC-DC	컨버터를 제조하거나 평가하기 전에 설계 검증을 수행할 때는 반복 가능하고 정확한 테스트	
시퀀스를 사용해야 합니다.	

DC-DC	컨버터에 대한 표준 테스트 시퀀스는 전압 정확도,	효율성,	로드 및 라인 레귤레이션,	로드 및 라인 과도 응답,	전원 공급 장치 제거율(PSRR)	
분석,	셧다운 및 정지 전류,	노이즈 등의 성능 기준을 측정합니다.

모바일 디바이스 소형화에 대한 수요가 늘어나고 안전한 전기 자동차에 대한 채택이 증가하며 전자 산업이 빠르게 확장되었고,	단일	PMIC	내에서	
더 많은 수의 고출력	DC-DC	컨버터 채널에 대한 수요가 생겨났습니다.	그 결과,	테스트 시퀀스에서 디지털 통신을 통한	DUT(Device	Under	Test)의	
반복 및 자동 컨트롤이 필수 요소가 되었습니다.	또한 여러 채널을 측정하기 위해 계측기를 효과적으로 동기화하고 스케일링하는 등의 추가 과제가	
있습니다.

이 어플리케이션 노트에서는 전원 공급 장치,	디지털 패턴 계측기,	주파수 생성기(FGEN),	오실로스코프가 필요한	DC-DC	컨버터의 테스트를 출력,	
정밀도,	속도가 우수한	NI	PXI	시스템 내에서 수행하는 방법을 설명합니다.

PMIC 검증 과제 
테스트 엔지니어는	PMIC를 테스트할 때 다음과 같은 문제에 직면할 수 있습니다.

	 다양한 테스트 디버깅 및 자동화
	 계측기 동기화
	 다량의 데이터 수집
	 측정 효율성 및 테스트 시간 최적화	
	 데이터 관리 개선

테스트 엔지니어는	PMIC	검증 과정에서 다음과 같은 추가적인 문제에 직면할 수도 있습니다.

	 PMIC의 기능 및 성능 검증을 위한 테스트 계획 결정
	 설계 엔지니어,	프로젝트 관리자 및 기타 이해관계자를 포함한 여러 그룹과 데이터를 효과적으로 연결
	 복잡한 검증 절차 관리

특히	PMIC	내에서 문제와 결함을 식별하고 진단하는 과정에서 어려움을 겪을 수 있습니다.	이들의 최종 임무는 모든 문제의 근본 원인을 파악하는	
것입니다.

NI는 이처럼 테스트 엔지니어가 직면하는 모든 문제를 해결할 수 있는 솔루션을 제공합니다.
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PMIC 검증 솔루션 
NI는 위에서 설명한 문제를 해결할 수 있는 다양한 계측기와 소프트웨어를 제공합니다.	이제	NI	솔루션이 각 문제를 어떻게 해결하는지 구체적으로	
살펴보겠습니다.

다양한 테스트 디버깅 및 자동화
NI	소프트웨어는 대화식 테스트와 자동화 테스트 모두를 위한 솔루션을 제공합니다.	InstrumentStudio™ 는 대화식 계측기 컨트롤 및 실험실	
측정을 위한 어플리케이션 소프트웨어로(그림	1	참조),	테스트 엔지니어가 문제의 근본 원인을 파악하고 테스트 설정을 쉽게 복제하며 원격으로	
계측기에 액세스할 수 있도록 지원합니다.	

LabVIEW 는 엔지니어가 자동화된 연구,	검증 및 생산 테스트 시스템을 개발하는 데 사용하는 그래픽 프로그래밍 환경입니다(그림	2	참조).	테스트	
엔지니어는 기존 예제나	LabVIEW에서 개발한 소프트웨어를	PMIC	테스트에 사용할 수도 있습니다.	이러한 소프트웨어 솔루션은 테스트 엔지니어의	
효율적인 디버깅을 지원하여 설계 엔지니어에게도 도움이 될 수 있습니다.

NI PXI 시스템 은 강력한	AC(범위,	FGEN),	DC	및 디지털 계측기를 지원합니다.	이 단일 플랫폼은 전력 공급 및 측정,	트레이스 전력 획득,	노이즈 주입,	
DUT	컨트롤과 같은 광범위한 테스트를 지원합니다.	또한	PXI	시스템은 채널당 합리적인 비용으로 병렬 멀티사이트 또는 멀티채널 테스트를 실행하는	
프로세스를 간소화하며 필요에 따라 유연하게 계측기를 추가할 수 있습니다(그림	3	참조).

그림 1
InstrumentStudio와 함께 NI SMU를 사용하여 측정한 I/V 커브 플롯

https://www.ni.com/en/shop/electronic-test-instrumentation/application-software-for-electronic-test-and-instrumentation-category/instrumentstudio.html
https://www.ni.com/en-us/shop/labview.html
https://www.ni.com/en/shop/pxi.html
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그림 2
LabVIEW와 함께 NI SMU를 사용하여 측정한 I/V 커브 플롯

그림 3
NI는 최대 18개의 슬롯을 갖춘 섀시 옵션과 함께 신호 생성 및 측정을 위한 PXI 모듈을 제공합니다.

계측기 동기화
PXI	및	PXI	Express	섀시는 내부 타이밍 및 동기화 기능을 제공하므로 테스트 엔지니어는 계측기 동기화를 위해 외부 디바이스나 외부 케이블을	
연결할 필요가 없습니다.	이 섀시는	10MHz	백플레인 클럭,	PXI	트리거 버스 및	PXI	Star	트리거 신호를 유지합니다(그림	4	참조).	또한	PXI	Express	
섀시는 백플레인에	100MHz	차동 클럭과 차동	Star	트리거를 추가하여 노이즈 내성을 강화하고 모듈 대 모듈 스큐가 각각	250ps와	500ps로 업계	
최고 수준의 동기화 정확도를 제공합니다.	타이밍 및 동기화 기능은 특히 전원 공급 장치,	전자 로드,	소스 측정 장치(SMU),	오실로스코프,	FGEN	등	
여러 계측기 간의 측정이 필요한	PMIC	검증 시스템 등의 시나리오에서 측정을 동기화할 때 매우 유용합니다.
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PXI 트리거 버스(8개의 TTL 트리거)

NI PXI Express 
시스템 컨트롤러

10MHz 클럭

SYNC 100

100MHz 차동 
클럭

NI PXI Express 
시스템 타이밍 

컨트롤러

NI PXI Express 
주변기기

NI 하이브리드 
주변기기

NI PXI-1 
주변기기

차동 STAR 트리거

STAR 트리거

NI 
PXI-1

NI PXI Express

그림 4
PXI 섀시 타이밍 및 동기화 기능

다량의 데이터 수집 및 측정 효율과 테스트 시간 최적화
최근 출시된	NI	PXI	제품에는	PCI	Gen3	기술이 통합되어 있어 최대	24GB/s의 속도를 지원하고 다른 통신 프로토콜에 비해 더 빠른 데이터 지연	
시간을 제공하는 최대 데이터 대역폭의 이점을 누릴 수 있습니다.	이를 통해 오실로스코프 원시 데이터나 화면 캡처와 같은 대용량 데이터 세트를	
빠르게 전송할 수 있습니다.	데이터를 빠르게 전송할 수 있을 뿐만 아니라 데이터 지연 시간이 단축되어 자동화 테스트나 대량 생산 테스트와 같이	
반복적인 명령 실행이 필요한 시나리오에서 테스트 효율성이 향상됩니다.	

데이터 관리 개선
SystemLink의 새로운 기능은 데이터 수집 및 엔지니어링 분석을 관리하고 스펙을 준수하며 팀 간 협업을 강화하기 위해 설계된 웹 기반 도구를	
제공합니다.	테스트 엔지니어와 설계 엔지니어는	SystemLink를 사용하여 설계 도구,	시뮬레이션 도구,	측정 시스템의 데이터를 효율적으로 감독하고	
비교할 수 있습니다.	또한 규정 준수 리포트를 생성하여 지정된 파라미터를 벗어난 측정값에 대한 주의를 환기시킬 수 있습니다.

다음으로,	위에서 언급한	NI	PXI	시스템과 소프트웨어 기능을 통합한	PMIC	테스트 설정의 예시를 살펴보겠습니다.
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PMIC 테스트 셋업
DUT(Device Under Test)
이 예시에서 사용된	DUT(Device	Under	Test)는	LTM4676A	벅형 레귤레이터가 장착된 평가 보드(EVB)	DC1811B-B입니다.	4.5V~26.5V의 넓은	
입력 전압 범위를 수용하고	13A	또는 단일	26A에서	0.5V~5.5V의 넓은 출력 전압 범위를 제공할 수 있습니다(그림	5A	참조).

그림 5
A) 선형 LTM4676A IC를 사용하는 EVB(DC1811B-B). B) VIN = 5V에서 로드 전류 대비 효율(DC1811B-B 스펙).
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DUT와 계측기 연결
그림	6은	DUT의 특성 측정을 보여주는 예시이며,	DUT와	NI	계측기 간의 케이블 연결을 보여줍니다.	이러한 계측기는	DUT에 전원을 공급하고,	I2C로	
컨트롤하고,	전류를 싱킹하는 데 사용됩니다.

PXIe 컨트롤러
PXIe-6571 

DPI
PXIe-4151 300 W 

전원 공급 장치 
(20 V, 25 A)

PXIe-4051 300 W 
전자 로드 

(60 V, 40 A)

CH0 CH1 SHI LOHI SLO SHI LOHI SLO

DC1811B-B

센
스

 L
O

출
력

 L
O

출
력

 L
O

센
스

 H
I

SDA

SCL

LTM4676A

입력 LO

입력 HI

센스 HI

센스 LO 출력 HI

출
력

 H
I

그림 6
DC1811B-B에서 디지털 패턴 계측기, 전원 공급 장치 및 전자 로드를 연결하기 위한 배선 다이어그램
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그림	7은	NI	PXI	시스템을 사용하여	DUT를 테스트하는 예시를 보여줍니다.	이 시나리오에서는	NI	고전력 공급 장치(PXIe-4151)와 고전력 전자	
로드(PXIe-4051)를 사용하여	LTM4676A	레귤레이터를 테스트합니다.	이 레귤레이터는 넓은 입력 전압 범위(4.5V~26.5V)와 넓은 출력 전압 범위
(0.5V~5.5V)를 제공하며 최대 전류 용량은	26A입니다.	I2C로 레귤레이터와 통신을 설정하기 위해	NI	디지털 패턴 계측기(PXIe-6751)를 사용합니다.

그림 7
LTM4676A 레귤레이터 테스트를 위한 NI PXI 시스템 설정. PXIe-6571 디지털 패턴 계측기, PXIe-4151 300W 전원 공급 장치, DC1811B-B가 포함된 PXIe-4051 
300W 전자 로드가 포함됩니다.

테스트 장비 선택
전원 공급 장치
NI는	PXIe-4151을 비롯한 여러 전원 공급 장치를 제공합니다.	이 계측기는 모바일 고속 충전 및 자동차 전기화에 필요한 전력 밀도 및 효율성 개선에	
대응할 수 있습니다.	20V,	15A	또는	12V,	25A와 같은 옵션으로	300W	전원 출력을 제공하며,	모두	DMM과 같은 측정 정확도를 제공합니다.	주목할	
만한 기능 중 하나는 과도 응답 튜닝을 지원하는	SourceAdapt	기능입니다.	이는 측정 속도와 검증 효율성을 높일 수 있다는 점에서	NI	SMU/전원	
공급 장치의 핵심 요소입니다.	이 전원 공급 장치는	PXI	타이밍 및 동기화 기술,	API	또는	InstrumentStudio를 사용하여 다른	NI	모듈과 원활하게	
통합할 수 있습니다.
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플로팅 - 제3사분면의 경우 
물리적으로 반전 가능

25A

20V

15A

12V

300W

I

V

그림 8
A) 보조 전원 공급 장치가 있는 NI PXIe-4151 300W 전원 공급 장치. B) PXIe-4151의 사분면 다이어그램.

전자 로드
NI	PXIe-4051	전자 로드는	PXI	플랫폼을 위해 설계된 최초의 전자 로드입니다.	최대	60V	및 최대	40A까지 싱크할 수 있으며,	DMM급 측정 정확도로	
300W의 가용 로드 전력 용량을 제공합니다.	이 계측기는	NI	SMU/전원 공급 장치와 동일한 기본 하드웨어 및 소프트웨어 기술을 공유합니다.	따라서	
SourceAdapt	및	PXI	타이밍 및 동기화와 같은 기능도 포함되어 있습니다.	

플로팅 - 제2사분면의 경우 
물리적으로 반전 가능

I

V

40A 300W

60V

5A

7.5V

그림 9
A) NI PXIe-4051 300W 전자 로드. B) PXIe-4051의 사분면 다이어그램.

SourceAdapt 기술
SourceAdapt	기술을 사용하면 유도성 또는 정전용량이 높은 로드를 포함한 다양한 로드에 대해	SMU,	전원 공급 장치 및 전자 로드 응답을	
최적화할 수 있습니다.	이 기술은 기존의 아날로그 컨트롤 루프 대신 디지털 컨트롤 루프를 사용하므로 하드웨어의 과도 응답을 완전히 사용자 정의할	
수 있습니다.	SourceAdapt	기술에 대해 자세히 알아보려면	이 링크를 참조하세요.	

https://www.ni.com/en/shop/electronic-test-instrumentation/source-measure-units/what-are-source-measure-units/ni-sourceadapt-next-generation-smu-technology.html
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전

압

시간
느림 빠름

NI SourceAdapt를 통한 
사용자 정의

그림 10
SourceAdapt 기술을 통해 사용자 정의된 응답으로 안정성을 극대화하고 상승 시간을 최소화할 수 있습니다.

디지털 패턴 계측기
100	MVector/s	및	32채널을 갖춘 디지털 패턴 계측기인	PXIe-6571은 디지털 통신 및 프로토콜 검증에 적합한 다목적 도구입니다.	효율적이고	
반복적인 테스트를 자동화하여 테스트 엔지니어의 어려움을 덜어주는 역할을 합니다.

스코프/FGEN
PMIC	테스트에서	AC	파라미터를 특성화하기 위해	NI	PXI	시스템에는 범위와	FGEN이 모두 포함될 수 있습니다.

계측기 설명

PXIe-4151 300W 전원 공급 장치, 150V CAT I 절연, 1.8MS/S 샘플 속도, 100kS/s 업데이트 속도. 과도 응답 조정(SourceAdapt). 보조 전력이 
필요합니다(2U 박스 또는 전원 "브릭"을 통해).

PXIe-4051 300W 전자 로드, 150V CAT I 절연, 1.8MS/S 샘플 속도, 100kS/s 업데이트 속도. 과도 응답 조정(SourceAdapt). 프로그래밍 
가능한 슬루율(CV, CC 모드).

PXIe-6571 100 MVector/s 32채널 PXI 디지털 패턴 계측기, 128M 벡터 메모리. 활성 로드(16mA), PPMU(-2V~6V, 최대 32mA).

PXIe-5433 2채널, 800MS/S, 80MHz BW, 24Vpk-pk 임의의 웨이브폼 생성기(사용자 정의된 임의의 웨이브폼 및 사인파, 사각파, 삼각파, 램프를 
비롯한 표준 함수 생성). 

PXIe-5162 4채널 1.5GHz 대역폭 오실로스코프는 커플링, 전압 범위(최대 50Vpk-pk), 필터링(20MHz, 175MHz 또는 전체 BW)에 대한 유연한 
설정을 통해 최대 5GS/S 속도로 샘플링합니다.

측정 파라미터
PMIC를 테스트할 때 일반적으로 관심 있는 파라미터에는 입력 전압(Vin)	소싱 및 측정,	입력 전류(Iin),	측정,	출력 전압(Vout)	측정,	로드 전류 싱킹(Iout)
이 포함됩니다.	이러한 측정값을 통해 전력 효율을 확인할 수 있습니다.	기타 파라미터로는 정확도,	라인/로드 레귤레이션,	라인/로드 과도,	AC	리플	
전압,	PSRR,	셧다운/정지/돌입 전류,	과전압 보호(OVP),	과전류 보호(OCP)	등이 있습니다.	

PXI 전원 공급 장치 PMIC PXI 전자 로드V

A

V

A

Vin Vout

Iin
Iout

그림 11
PMIC 테스트 설정의 간소화된 다이어그램
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전력 효율
대부분의 경우,	전력 효율을 계산하기 위한 테스트 설정은	PMIC의 전류를 싱크하기 위해 전원 공급 장치와 전자 로드 사이에 연결됩니다.	그런 다음	
설정은 전원 공급 장치에서 제공하는 입력(Vin	및	Iin)과 전자 로드에서 측정한 출력(Vout	및	Iout)의 전압 및 전류를 측정합니다(그림	6/그림	11	참조).

전력 효율은 공급 전력 대비 소비 전력의 비율을 나타내며 일반적으로 백분율로 표시됩니다([Vout	*	Iout]/[Vin	*	Iin]	*	100).	이 지표는 특히 모바일	
디바이스나 전기 자동차와 같이 배터리로 구동되는 제품에서 매우 중요한데,	이는 제품의 가용 실행 시간에 직접적인 영향을 미칩니다.

그림	6은	PXIe-4151(전원 공급 장치)/PXIe-4051(전자 로드)	채널을 사용하고	PXIe-6571의 채널을 사용하는 배선 다이어그램을 보여줍니다.	
일반적인 파라미터(전력 효율,	로드 레귤레이션,	로드 과도)를 테스트하기 위해	PXIe-4151(전원 공급 장치)은 입력 전압을 제공하고 입력 전류를	
측정하는 데 사용되며,	PXIe-4051(전자 로드)은 출력 전류를 싱크하고	PMIC(LTM4676A)	출력에서 전류/전압을 측정하는 로드로 작동합니다.	PXI-
6571의 채널은	I2C	통신을 위한 클럭 및 데이터 채널로 사용되며,	EVB(DC1811B-B)의 핀에 연결하여	PMIC의 설정 상태를 수정합니다.

전력 효율 대 로드 전류 커브는 로드가 증가함에 따라	PMIC의 효율이 어떻게 변하는지를 보여줍니다.	각 입력 전압에 대해 하나의 커브를 사용하여	
효율 대 로드 커브 세트를 표시할 수 있습니다.	그림	12의 결과 그래프에서	PMIC는 일정한	3.3V를 생성하도록 구성되었으며,	전력 효율은 네 가지	
입력 전압 값에서 측정되었습니다.	9V,	12V,	18V,	20V의 로드 전류를	25단계로	0.1~24A까지 스윕하고	PMIC의 출력 전압을 측정하도록	PXIe-4051을	
구성했습니다.

그림 12
PMIC(LTM4676A)의 3.3V 출력 전압이 일정할 때의 전력 효율 결과 그래프

예시: NI 하드웨어의 테스트 절차
1.	PXIe-4151에서 지정된 레벨(9V)로	Vin을 설정합니다.
2.	PXIe-4051에서 원하는 시작 레벨(0.1A)로	Iout을 설정합니다.
3.	Iout을 원하는 엔딩 레벨(24A)까지 스윕하여	PXIe-4051로	PMIC	입력 및 출력에 대한	V	및	I	레벨을 기록합니다.
4.	원하는 모든	Vin	레벨(9V,	12V,	18V,	20V)에 대해	1~3단계를 반복합니다.
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로드 레귤레이션
로드 레귤레이션 테스트는 로드 전류가 최소 및 최대 정격 값에서 스윕될 때 출력 전압을 유지하는	PMIC의 기능을 측정합니다.	이 테스트 동안	
PXIe-4151의 입력 전압(Vin)은 일반적으로 공칭 전압에서 안정적으로 유지됩니다.	로드 조절 결과는	mV/A	또는 백분율로 표시됩니다.	측정된 출력	
전압 변화는 제품의 기술 스펙에 명시된 범위 이내여야 합니다.	로드 조절 테스트에는 전력 효율 테스트에 사용된 배선 다이어그램(그림	6)과 동일한	
연결이 필요하다는 점에 유의해야 합니다.

그림	6에서는 원격 감지 또는	4선식 연결을 사용하여	PXIe-4151	및	PXIe-4051을 구성했습니다(포트 이름:	센스	HI	및 센스	LO).	이 설정은 측정	
정확도에 영향을 줄 수 있는 리드 저항을 제거합니다.	원격 감지 연결 방법은 다음과 같이 작동합니다.	한 쌍의 테스트 리드는 입력(출력)	HI와 입력(
출력)	LO	사이의 소스 출력(로드 입력)을 연결하고,	두 번째 리드 세트는 센스	HI와 센스	LO	사이의 전압 강하를 측정합니다.	정확한 측정을 위해 감지	
리드는 리드 저항이 판독값에 영향을 미치지 않도록 최대한	PMIC에 가깝게 연결해야 합니다.

그림	13은 로드 조절 플롯을 보여줍니다.	PMIC의 출력 전압은	3.3V로 일정하게 구성되었고,	PXIe-4051의 채널은	0.1mA에서	24A까지 로드 전류를	
스윕하도록 구성되었습니다.	이 테스트는	PXIe-4151을 사용하여 네 가지 입력 전압 조건(9V,	12V,	18V,	20V)으로 수행되었습니다.

그림 13
PMIC(LTM4676A)의 일정한 3.3V 출력 전압에서 출력 전압 대 로드 전류의 결과 그래프

예시: NI 하드웨어의 테스트 절차
1.	PXIe-4151에서 원하는 레벨(9V)로	Vin을 설정합니다.
2.	PXIe-4051에서	Iout을 최소 레벨(0.1A)로 설정합니다.
3.	Iout을 최대 레벨(24A)로 스윕하여	PXIe-4051로	PMIC	출력의	V	및	I	레벨을 기록합니다.
4.	원하는 모든	Vin	레벨(9V,	12V,	18V,	20V)에 대해	1~3단계를 반복합니다.

로드 과도
로드 과도 테스트는 출력 전류 로드가 변경된 후	PMIC의 출력 전압이 지정된 정확도 범위로 안정화되는 데 걸리는 시간을 측정합니다.	이 테스트는	
PMIC의 전압 레귤레이터 성능에 액세스하는 데 사용할 수 있는 가장 간단한 진단 도구일 것입니다.

로드 전류가 천천히 변화하는 동안 출력 전압을 일정하게 유지하는 것은 쉽지만,	로드 전류가 급증하면 출력 전압이 변동될 수 있습니다.	이러한 전류	
및 전압의 급격한 변화를 분석하기 위해 외부 오실로스코프를 사용합니다.	그러나	PXIe-4051의 빠른 샘플링 속도 덕분에 오실로스코프 없이도 로드	
과도 현상을 캡처할 수 있습니다.	기존	SMU는 이러한 과도 응답을 캡처할 수 없지만	PXIe-4051(전자 로드)	및	PXIe-4151(전원 공급 장치)은 전압 및	
전류에 대해 최대	1.8MS/S의 속도로 응답을 캡처할 수 있으며 최대 업데이트 속도는	100kS/s에 달합니다.	
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그림	14는 로드 전류가	1A에서	20A로,	20A에서	1A로 급증할 때	PMIC의 출력 전압과	PXIe-4051에서 측정한 로드 전류를 나타낸 것입니다.

그림 14
PXIe-4051로 측정한 출력 전압 및 로드 전류의 응답 그래프

NI 하드웨어의 테스트 절차 예시
1.	PXIe-4151에서 원하는 레벨(12V)로	Vin을 설정합니다.
2.	PXIe-4051에서 원하는 레벨(1A)로	Iout을 설정합니다.
3.	Iout을 새로운 레벨(20A)로 변경하고,	PXIe-4051로	Vout	및	Iout의 응답을 기록합니다.

멀티채널 PMIC를 위한 PXI 설정 예시 
멀티채널	PMIC의 성능을 특성화하기 위해 테스트 엔지니어는 앞서 설명한	1채널	PMIC에 사용된 것과 동일한 전원 및 전자 로드로	NI	PXI	SMU/전원	
공급 장치와	NI	PXI	SMU/전자 로드를 연결할 수 있습니다.	또한	PXIe-6571은 멀티채널	PMIC의 반복적인 설정 변경을 위한 디지털 통신 하드웨어의	
필수 요소로 사용됩니다.

이전 예시와 마찬가지로 이 설정에서는	NI	하드웨어(NI	SMU/전원 공급 장치/전자 로드/6571)를 사용하여 입력 전압(Vin)	소스 및 측정,	입력 전류(Iin)	
측정,	출력 전압(Vout)	측정,	로드 전류(Iout)	싱크를 수행합니다.	이러한 측정값은 라인/로드 레귤레이션,	효율성,	정확도,	정지/셧다운 전류와 관련된	
값을 계산할 때 매우 중요합니다.
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테스트 엔지니어는 이 하드웨어를 사용하여 멀티채널	PMIC의 성능을 특성화할 수 있을 뿐 아니라,	NI	FGEN/오실로스코프를 사용하여	PMIC에	
필요한	AC	파라미터를 평가할 수 있습니다.	AC	파라미터를 평가하는 데 사용되는	NI	FGEN/오실로스코프와 이 하드웨어를 통합한 테스트에는 라인/
로드 과도,	PSRR,	노이즈,	OVP,	OCP	및 시작/셧다운 시퀀스가 포함됩니다.

그림	15는 일반적인 테스트 설정을 보여줍니다.	멀티채널	PMIC	성능 측정을 위해	NI	계측기가	DUT에 어떻게 연결되는지 보여줍니다.

PMIC
PXI SMU/ 

전원 공급 장치 DMM, 옵션 DMM, 옵션 PXI SMU/ 
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그림 15
멀티채널 PMIC를 위한 PXI 설정 예시 

결론
PMIC를 테스트할 때	NI	PXI	시스템은 테스트 엔지니어가 대량의 데이터를 쉽게 수집하고,	계측기를 동기화하고,	수천 개의 테스트를 자동화하고,	
테스트 시간을 최적화하고,	검증 시스템과 관련된 자본 비용을 절감할 수 있도록 지원합니다.	NI	PXI	시스템에는 전원 공급 장치(예:	PXIe-4151	
300W	전원 공급 장치),	전자 로드(예:	PXIe-4051	300W	전자 로드),	디지털 통신 하드웨어(예:	PXIe-6571	100	MVector/s	디지털 패턴 계측기),	
오실로스코프(예:	PXIe-5162	5	GS/s	스코프),	FGEN(PXIe-5433	800	MS/s)	등의 계측기가 포함될 수 있습니다.

이 어플리케이션 노트에서 소개하는	NI	하드웨어는 유연한 전력 관리,	로드 처리,	측정 정확도,	정확한 타이밍 및 동기화,	넓은 데이터 대역폭,	낮은	
데이터 지연 시간,	다양한 디지털 통신 기능을 특징으로 합니다.	PMIC	테스트를 위한 이 완벽한 설정은 테스트 엔지니어가	LabVIEW	예제 또는	
InstrumentStudio를 통해 다양한 조건을 처리하고 특정 측정 과제를 해결하는 데 필요한 모든 것을 제공합니다.
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